
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 

ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาสมบัติของวัสดุเทอรโมอิเล็กทริก เครื่องมือวัดและทดสอบมีความ

จําเปนอยางยิ่ง เพ่ือนําไปสูการบงชี้วาวัสดุนั้นสามารถเปนวัสดุเทอรโมอิเล็กทริกไดดีหรือไม ซ่ึงนิยาม

ดวยคาDimensionless figure of merit ( )ZT   ซ่ึง  
2S T

ZT



   เม่ือ  S   คือสัมประสิทธิ์ซีเบก

   คือสภาพนําไฟฟา  คือสภาพนําความรอน  และ  T  คือ  อุณหภูมิสัมบูรณจะเห็นไดวาการหา

คา ZT  ตองใชเครื่องมือในการวัดสมบัติพ้ืนฐานสามชนิดคือ เครื่องวัดสภาพนําไฟฟาเครื่องวัด

สัมประสิทธิ์ซีเบก และเครื่องวัดสภาพนําความรอน อีกท้ังในการพัฒนาสมบัติวัสดุเทอรโมอิเล็กทริก มักจะ

เก่ียวของกับขบวนการสังเคราะหเชน การทดลองเพ่ือหาอัตราสวนของสารเจือปนท่ีเหมาะสม หรือ

การทดลองเพ่ือหาอุณหภูมิเผาผนึกท่ีเหมาะสม หรือการทดลองเพ่ือหาแรงอัดข้ึนรูปท่ีเหมาะสม 

วิธีการเหลานี้จําเปนตองทําการเตรียมสารตัวอยางเพ่ือทําการวัดเปนจํานวนมาก หนวยงานวิจัยท่ีไมมี

เครื่องมือวัดดังกลาวจะตองสงไปยังหนวยงานอ่ืน ซ่ึงจะเกิดความลาชาและไมเกิดแรงกระตุนใหกับ

ผูทําวิจัย ในปจจุบันเครื่องมือวัดท่ีมีจําหนายเชิงพาณิชยตองซ้ือจากตางประเทศ หนวยงานวิจัยใน

ประเทศไทยท่ีมีเครื่องมือวัดท้ังสามชนิดมีอยูนอยมาก  เนื่องจากเปนเครื่องมือท่ีมีราคาแพง  

โครงงานวิจัยนี้จึงไดออกแบบและสรางชุดอุปกรณวัดซ่ึงสามารถทําการวัดสมบัติเทอรโมอิเล็กทริก

ไดแก สัมประสิทธิซี์เบกและสภาพนําไฟฟาไดในเครื่องเดียวกัน และมีความแมนเพียงพอท่ีจะคัดกรอง

และเปรียบเทียบกับเครื่องมือท่ีมีจําหนายในเชิงพาณิชยและวัสดุเทอรโมอิเล็กทริกท่ีอยูในกลุม

เดียวกัน[1] 

 

2.1 เทอรโมอิเล็กทริก 
 

เทอรโมอิเล็กทริกมีสองหลักการ  คือ  หลักการผันความรอนใหเปนกระแสไฟฟา  และการผัน

กระแสไฟฟาใหเปนความเย็นของวัสดุเทอรโมอิเล็กทริกชนิดเอ็น(n-type) และชนิดพี(p-type) ดังแสดง

ในภาพท่ี 2.1 (ก)ซ่ึงท้ังสองหลักการนี้สามารถนําไปประยุกตสรางสิ่งประดิษฐเทอรโมอิเล็กทริก  

(thermoelectric device)ดังแสดงในภาพท่ี 2.1 (ข) 
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ภาพท่ี  2.1(ก)  วัสดุเทอรโมอิเล็กทริกIn2O3 (ข)สิ่งประดิษฐเทอรโมอิเล็กทริก 

 

2.2 การวัดสัมประสิทธิ์ซีเบก 
 

โทมัสโจแฮนนซีเบกไดนําตัวนําสองชนิดท่ีตางกันชนิด a และชนิดb มาตอเขาดวยกัน เม่ือมี

ความตางของอุณหภูมิระหวางสองจุดเทากับ h cT T T   จะสงผลใหเกิดความตางศักยไฟฟา

ระหวางจุดสองจุด V ดังแสดงในภาพท่ี2.2 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2แบบจําลองการเกิดปรากฏการณซีเบก 

 

ab

V
S

T


 


              (2.1) 

 

ab a bS S S      (2.2) 
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วงจรสมมูลของภาพท่ี  2.2เขียนไดอีกรูปแบบหนึ่งดังภาพท่ี  2.3
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3วงจรสมมูลของภาพท่ี 2.2 

 

จากสมการ(2.2)หลักการวัดสัมประสิทธิ์ซีเบกคือเม่ือตองการหาสัมประสิทธิ์ซีเบกของวัสดุ  a  ตอง

ทราบคาประสิทธิซี์เบกของวัสดุ  b  ในทางปฏิบัติจะแทนวัสดุ  b  ดวยเทอรมอคัปเปลชนิด  Kท่ีมีขอ

มูลคาสัมประสิทธิซี์เบก 

 

2.3 การวัดสภาพนําไฟฟา 
 

กลไกการวัดสภาพนําไฟฟาของสารก่ึงตัวนํานั้นตางจากสารโลหะเนื่องจากมีโครงสรางทาง

จุลภาคท่ีตางกันซ่ึงไมสามารถนําเครื่องมือวัดความตานทานท่ัว ๆ ไป วัดคาออกมาไดอยางถูกตอง  

ดังนั้นวิธีท่ีงายท่ีสุดสําหรับวัดสภาพนําไฟฟาคือ  วิธีข้ัวไฟฟา4จุด(four-points probe method)ดัง

แสดงในภาพท่ี  2.4จากภาพเม่ือปลอยกระแสไฟฟา I ไหลผานตัวอยางท่ีมีพ้ืนท่ีหนาตัดสมํ่าเสมอ A

ความยาว L วัดความตางศักยV ท่ีเกิดข้ึนภายในเนื้อสารท่ีระยะหาง l แลวคํานวณหาความตานทาน

R ของสารท่ีตองการวัดจากกฎของโอหม คือ V
R

I
   แลวสามารถหาความสัมพันธของสภาพนํา

ไฟฟาไดจากสมการ l

AR
  โดยจายกระแสไฟฟาไมเกิน100 mA เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนจาก

ปรากฏการณเทอรโมอิเล็กทริก 

 เม่ือพิจารณาภาพท่ี  2.3 และภาพท่ี  2.4 จะพบวาการวัดสัมประสิทธิ์ซีเบกและการวัดสภาพ

นําไฟฟามีการติดต้ังโครงสรางวัสดุท่ีทดสอบคลายคลึงกันดังนั้นโดยปรกติจึงทําการวัดคาสัมประสิทธิ์

ซีเบกและวัดคาสภาพนําไฟฟาในคราวเดียวกัน 

  

วัสดุ  b  

วัสดุ  b  

วัสดุ  a  
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ขั้วไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี2.4การวัดสภาพนําไฟฟาแบบสี่ข้ัว 

 

 Boffouéet al.2005ไดทําการสรางชุดอุปกรณสําหรับวัดคาสภาพตานทานไฟฟาและคา

สัมประสิทธิซี์เบกของวัสดุเทอรโมอิเล็กทริกท้ังชนิดฟลมและชนิดกอน  โดยใชเทอรมอคัปเปลชนิด  T

ซ่ึงทําจากวัสดุทองแดงกับวัสดุConstantanดังภาพท่ี2.5 

 

 
 

ภาพท่ี 2.5เครื่องวัดคาสภาพตานทานไฟฟาและคาสัมประสิทธิ์ซีเบกของBoffouéetal.2005 

 

Kimet al.2004 สรางเครื่องวัดสัมประสิทธิซี์เบกและสภาพนําไฟฟาของวัสดุทอรโมอิเล็กทริก

โดยจัดอุปกรณดังภาพท่ี  2.6ประกอบดวยเทอรมอคัปเปลชนิด  Rและมัลติมิเตอร รุน Keithley128 

DVM  จํานวน  2 ชุดและมัลติมิเตอร รุน Agilentหนึ่งชุด 

 

 



 -8- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.6แผนภาพเครื่องมือวัดสัมประสิทธิซี์เบกและสภาพนําไฟฟาของKimet al.2004 

 

Zhouet al.2005สรางเครื่องวัดสัมประสิทธิ์ซีเบกและสภาพนําไฟฟาของวัสดุทอรโมอิเล็กท

ริกสามารถวัดไดท่ีอุณหภูมิสูงถึง 1300Kการติดต้ังสารตัวอยางในเตาอุณหภูมิสูงดังภาพท่ี 2.7 

 
 

ภาพท่ี  2.7แผนภาพของเครื่องวัดสภาพตานทานไฟฟาและคาสัมประสิทธิ์ซีเบกของ  

Zhouet al.2005 

 

 จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของคณะผูวิจัยจึงตองการออกแบบและสรางอุปกรณวัดคา

สัมประสิทธิ์ซีเบกและสภาพนําไฟฟาของวัสดุเทอรโมอิเล็กทริกในเครื่องเดียวกันใหมีความแมนเพียง

แหลงความรอน ตัวอยาง ขั้วไฟฟาทังสเตน 

เตาอบ I  I  Nb  Nb  
V  
hT

 
cT  

กลองเตาอบ กลองเตาอบ 
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พอท่ีจะคัดกรองและเปรียบเทียบกับเครื่องมือท่ีมีจําหนายในเชิงพาณิชยท่ีสําคัญเปนการพัฒนา

งานวิจัยดานเทคโนโลยีเทอรโมอิเล็กทริกของประเทศไทยใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับตางประเทศ 




